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Unustusehõlma vajunud mikroprotsessorid 4005 ja MF7114
Toomsalu, Arvo A & A 2011 / lk. 8-17 : ill
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тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, [17-18 сентября 1985 года, Таллин] 1985 / с. 53-54
https://www.ester.ee/record=b1255402*est

Проектирование диагностических тестов для микропроцессорных БИС и систем
Einasto, N.; Ubar, Raimund-Johannes XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
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конференции, посвященной Дню радио, октябрь 1983. Секция "Микропроцессорная техника" 1983 / с. 10-12
https://www.ester.ee/record=b1295287*est

Система генерирования тестов для микропроцессоров
Ubar, Raimund-Johannes; Dušina, Julia; Zaugarov, Viktor; Крупнова Е.; Storožev, Sergei Proceedings of international
conference "Technical Diagnostics-93", St.-Peterburg, June 8-10, 1993 1993 / p. 87-89

Схема пошагового выполнения программ отладки микропроцессора
Logunov, Gennadi; Roi, Mihhail XXV студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика.
Химия 1981 / с. 43-44 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Улучшение метрологических и эксплуатационных показателей векторвольтметров микропроцессорными
модулями
Logunov, Gennadi Методы и средства обработки сигналов при наличии шумов 1982 / с. 59-72 : ил
https://www.ester.ee/record=b1312255*est https://www.etera.ee/zoom/121735/view?page=1&p=separate&search=true&tool=search

Улучшение технических показателей векторвольтметра ТВ5-85 с помощью встроенной микропроцессорной
системы
Logunov, Gennadi; Roi, Mihhail Вопросы теории и проектирования электронных вольтметров и средств их проверки :
тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, [17-18 сентября 1985 года, Таллин] 1985 / с. 54
https://www.ester.ee/record=b1255402*est

Формальный синтез тестов для микропроцессоров
Toomsalu, Arvo; Ubar, Raimund-Johannes XVII областная научно-техническая конференция по вопросам повышения
эффективности и качества систем и средств управления (май 1981 г.): Тезисы докладов 1981 / с. 111-112

Формирование тест-программ для микропроцессорных БИС при автоматическом генерировании тестов
Alango, Villem; Kont, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 /

https://www.ester.ee/record=b2632002*est
https://www.ester.ee/record=b2160764*est
https://www.ester.ee/record=b1255402*est
https://www.ester.ee/record=b1305565*est
https://www.ester.ee/record=b1549179*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/99cc4681-4aa3-466a-b6da-b76f575d0f1e
https://www.ester.ee/record=b1328194*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/febd586e-d7fa-4fbd-bf41-40576a75f94b
https://www.ester.ee/record=b1295287*est
https://www.ester.ee/record=b1322629*est
https://www.ester.ee/record=b1312255*est
https://www.etera.ee/zoom/121735/view?page=1&p=separate&search=true&tool=search
https://www.ester.ee/record=b1255402*est


с. 78-87


